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1. 目的  

 リサーチレポートNo.051「サブミリ PIXE による米中のセシウムの分布の分析」でセシウムは糠に

多く含まれているらしいことがわかった。米の中のセシウムのより詳細な分布を調べるため、米のマ

イクロ PIXE 分析を行なった。 

 

2. 方法 

 リサーチレポート No.051 で用いた、土壌に炭酸セシウムを添加して育てた稲から採れた玄米の断

面をマイクロ PIXE にて分析した。実験は日本原子力研究開発機構高崎量子応用研究所のイオン照射

研究施設 TIARA で行なった。 

 

3. 結果 

 図 1 に白米と糠、白米と胚芽を含む玄米の断面のマイクロ PIXE 画像を示す。画像の大きさは 800 × 

800 μm である。これらの画像から、白米部分に比べてセシウムが糠と胚芽に高濃度に含まれているこ

とがわかる。また、セシウムとリン、カリウムが同様の分布をしている。マイクロ PIXE 分析の結果

からセシウム濃度の比は (白米部分) : (糠) : (胚芽) = 1 : 13: 27 と算出された。この濃度比とそれぞれの

部分の重量比から、一粒の玄米中のセシウム含有量の比は (白米部分) : (糠) : (胚芽) = 1 : 0.78: 0.73 が

得られた。すなわち、玄米中のセシウムの約 40% が白米部分に存在すると予測され、これはリサー

チレポート No.049「精米の除染効果」での報告と一致した。 
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図 1 : 玄米の断面のマイクロ PIXE 画像(800 × 800 μm)。上は

白米部分と糠、下は白米部分と胚芽を含む断面である。 


